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光を用いた３次元測定は非接触・非破壊な測定が可能であるため、広い分野において高い需要が

あり、瞬時計測手法が求められている。我々は、これまでにチャープした超短パルス光を用いて、

パルスの飛行時間を色情報に変換することで、高速現象の瞬時観測や動的物体の形状計測に適用

できる瞬時 3次元計測法を開発した[1]。さらに、実用性に優れたモード同期ファイバレーザーに

よる光コムを光源として、高精度化と測定可能範囲の拡大を両立し、実用的かつ汎用性の高い手

法を開発している[2]。今回は、チャープした光コムを用いたパルス間スペクトル干渉において、

バンドルファイバを用いた検出の同時多点化手法の開発を行った。 

実験配置を図 1 に示す。光源には、Er モード同期ファイバレーザー(波長 1.5 μm、繰り返し

frep = 51 MHz、パルス幅 57.6 fs)による光コムを用いた。出力を参照光とプローブ光に分け、プ

ローブ光路のみに分散用シングルモードファイバ(SMF)を挿入してパルスをチャープさせた後、測

定対象のブロックゲージに照射した。その反射光と参照光を重ね合わせてから、端面が円形配列

のバンドルファイバに入射し、1 次元配列に変換された他方の端面から出射させ、グレーティン

グで波長分解して生じたスペクトル干渉像を IRカメラで取得した。これにより、図 2のような多

点のスペクトル干渉像を同時取得し、ワンショット 3 次元計測を実現した。今後、バンドルファ

イバのファイバ本数を増やすことにより、更なる多点計測が可能となる。本研究は、JST, ERATO

美濃島知的光シンセサイザのもとで行われた。 
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図図１実験配置            
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図図 2 多点スペクトル干渉像           
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